
半导体XRD测试电话 特别行政XRD残余应力

产品名称 半导体XRD测试电话 特别行政XRD残余应力

公司名称 广东省科学院半导体研究所

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区长兴路363号

联系电话 15018420573 15018420573

产品详情

半导体XRD测试——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚焦半导
体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，从事电子信息、半导体领域应用基础性、
关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

对样品粉末粒度的要求

对于衍射仪（以及聚焦照相法），实验时试样实际上是不动的。即使使用样品旋转器，由于只能使样品
在自身的平面内旋转，并不能很有效的增加样品中晶粒取向的随机性，特别行政XRD残余应力，因此衍
射仪对样品粉末颗粒尺寸的要求比粉末照相法的要求高得多，有时甚至那些可以通过360目（38μm）粉
末颗粒都不能符合要求。对于高吸收的或者颗粒基本是个单晶体颗粒的样品，其颗粒大小要求更为严格
。

例如，石英粉末的颗粒大小至少小于5μm，同一样品不同样片强度测量的平均偏差才能达到1％，颗粒
大小若在10μm以内，则误差在2～3％左右。但是若样品本身已处于微晶状态，则为了能制得平滑粉末
样面，样品粉末能通过300目便足够了。

对于不同吸收性质的粉末，颗粒度可以认为“足够细”的尺寸要求是各不相同的，因为样品受到X射线
照射的有效体积和可以忽视样品中微吸收效应的颗粒上限都取决于样品的吸收性质。Brindley对此作过详
细的分析，他在衍射分析中对粉末的颗粒度按μD值进行分级（μ为物质的线吸收系数，D为晶体的平均
直径）。

细 颗 粒： μD < 0.01

中等颗粒：0.01 < μD < 0.1

粗 颗 粒： 0.1 < μD < 1

十 分 粗： μD > 1



欢迎来电咨询科学院半导体研究所了解更多信息~

半导体XRD测试——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚焦半导
体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，XRD残余应力服务，从事电子信息、半导
体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

对样品粉末粒度的要求

任何一种粉末衍射技术都要求样品是十分细小的粉末颗粒，使试样在受光照的体积中有足够多数目的晶
粒。因为只有这样，XRD残余应力费用多少，才能满足获得正确的粉末衍射图谱数据的条件：即试样受
光照体积中晶粒的取向是完全机遇的。这样才能保证用照相法获得相片上的衍射环是连续的线条；或者
，才能保证用衍射仪法获得的衍射强度值有很好的重现性。

此外，XRD残余应力选哪家，将样品制成很细的粉末颗粒，还有利于抑制由于晶癖带来的择优取向；而
且在定量解析多相样品的衍射强度时，可以忽略消光和微吸收效应对衍射强度的影响。所以在精u确测定
衍射强度的工作中（例如相定量测定）十分强调样品的颗粒度问题。

欢迎来电咨询科学院半导体研究所了解更多信息~

半导体XRD测试——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚焦半导
体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，从事电子信息、半导体领域应用基础性、
关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

X射线衍射技术(XRD技术)在电池领域的应用

电芯失效分析

锂离子电池在使用过程中，经常由于过充、过放、短路、高温等原因造成电芯寿命减少，甚至失效。因
此应用XRD技术来进行锂离子电池的热失效分析，如从燃烧的残留物进行XRD分析，初步判断失效原因
。

硬射线探测技术可在Empyrean衍射平台上使用硬射线XRD对软包结构锂电池和商用成品锂电池进行原位
充放电衍射实验，从而为全电池结构的失效分析和工艺控制提供了新的重要的无损分析手段。

欢迎来电咨询科学院半导体研究所了解更多信息~

半导体XRD测试电话-特别行政XRD残余应力由广东省科学院半导体研究所提供。“结构性能测试,光电
性能测试,性能形貌测试”选择广东省科学院半导体研究所，公司位于：广州市天河区长兴路363号，多
年来，半导体研究所坚持为客户提供好的服务，联系人：王小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临
指导，洽谈业务。半导体研究所期待成为您的长期合作伙伴！
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